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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ１３５４２《电气绝缘用薄膜》分为下列几个部分：

———第１部分：定义和一般要求；

———第２部分：试验方法；

———第３部分：电容器用双轴定向聚丙烯薄膜；

———第４部分：聚酯薄膜；

……。

本部分为ＧＢ／Ｔ１３５４２的第２部分。

本部分修改采用ＩＥＣ６０６７４２：１９８８《电气用塑料薄膜　第２部分：试验方法》及第１次修正（２００１）

（英文版）。

考虑到我国国情，在采用ＩＥＣ标准时，本部分做了一些修改。有关技术性差异在它们所涉及的条

款的页边空白处用垂直单线标识。

为便于使用，本部分做了下列编辑性修改：

ａ）　删除了ＩＥＣ的“前言”和“引言”；增加了“规范性引用文件”；

ｂ）　在机械法测量厚度中增加了叠层法；

ｃ）　在“卷绕性”中将“辊的直径为１００ｍｍ±１０ｍｍ”改为“辊的直径为１００ｍｍ±１ｍｍ”；

ｄ）　规定了“表面粗糙度”的测量方法；

ｅ）　增加了２００１年第１次修正补充的“非接触式电极测量”方法（变电容法、变间距法），并细化了

计算公式；

ｆ）　对“模型电容器法”测“介质损耗因数和电容率”进行细化，并增加计算公式；

ｇ）　删除了“浸渍状态下的损耗因数”；

ｈ）　考虑到我国国情，电气强度直流试验中增加了“５０点电极法”；

ｉ）　考虑到我国国情，将电弱点试验方法中铝箔电极的厚度由６μｍ改为７μｍ，另外将施加直流电

压由１００Ｖ／μｍ改为产品标准规定的电压值（２００Ｖ／μｍ）；

ｊ）　规定了“熔点”的测量方法；

ｋ）　在燃烧性试验中将“试样距燃烧器顶端９．５ｍｍ”改为“试样距燃烧器顶端１０ｍｍ”；

ｌ）　根据我国国情增加了“空隙率”的测量方法。

本部分代替ＧＢ／Ｔ１３５４１—１９９２《电气用塑料薄膜　试验方法》。

本部分与ＧＢ／Ｔ１３５４１—１９９２相比主要变化如下：

ａ）　部分章节顺序改变；

ｂ）　删除了叠层法测厚度中表１的内容；

ｃ）　厚度测量中增加“用重量法测定卷的平均厚度”及“横向厚度分布和纵向厚度变化”；

ｄ）　规定了“表面粗糙度”的测量方法；

ｅ）　规定了“挺度”的测量方法；

ｆ）　在“介质损耗因数和电容率”试验方法中增加了“变间距法”及“流体排出法”；

ｇ）　在“电气强度直流试验”方法中增加“５０点电极法”；

ｈ）　在“熔点”试验方法中增加了“ＤＳＣ法”。

本部分由中国电器工业协会提出。

本部分由全国绝缘材料标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ５１）归口。
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本部分负责起草单位：桂林电器科学研究所。

本部分参加起草单位：东材科技集团股份有限公司、江门润田投资实业有限公司、广东佛塑集团股

份有限公司、安徽铜峰电子股份有限公司、浙江南洋科技股份有限公司、溧阳华晶电子材料有限公司、桂

林电力电容器有限责任公司、西安交通大学。

本部分起草人：王先锋、李学敏、赵平、柯庆毅、唐晓玲、章晓红、丁邦建、钱时昌、李兆林、曹晓珑。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１３５４１—１９９２。
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电气绝缘用薄膜

第２部分：试验方法

１　范围

ＧＢ／Ｔ１３５４２的本部分规定了电气绝缘用薄膜的试验方法。

本部分适用于电气绝缘用薄膜。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ１３５４２的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ１０３３．１—２００８　塑料　非泡沫塑料密度的测定　第１部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法

（ＩＳＯ１１８３１：２００４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１４０８．１—２００６　绝缘材料电气强度试验方法　第１部分：工频下试验（ＩＥＣ６０２４３１：１９９８）

ＧＢ／Ｔ１４０９—２００６　测定电气绝缘材料在工频、音频、高频（包括米波波长在内）下电容率和介质损

耗因数的推荐方法（ＩＥＣ６０２５０：１９６９，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１４１０—２００６　固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法（ＩＥＣ６００９３：１９８０，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ７１９６—１９８７　用液体萃取测定电气绝缘材料离子杂质的试验方法（ｅｑｖＩＥＣ６０５８９：１９７７）

ＧＢ／Ｔ１０００６—１９８８　塑料薄膜和薄片摩擦系数测定方法（ｉｄｔＩＳＯ８２９５：１９８６）

ＧＢ／Ｔ１０５８０—２００３　固体绝缘材料试验前和试验时采用的标准条件（ＩＥＣ６０２１２：１９７１，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１０５８２—２００８　电气绝缘材料　测定因绝缘材料引起的电解腐蚀的试验方法（ＩＥＣ６０４２６：

２００７，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１１０２６．１—２００３　电气绝缘材料　耐热性　第１部分：老化程序和试验结果的评定（ＩＥＣ

６０２１６１：２００１，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１１０２６．２—２０００　确定电气绝缘材料耐热性的导则　第２部分：试验判断标准的选择（ｉｄｔ

ＩＥＣ６０２１６２：１９９０）

ＧＢ／Ｔ１１０２６．３—２００６　 电气绝缘材料耐热性 　 第 ３ 部分：计算耐热性特征参数的规程

（ＩＥＣ６０２１６３：２００２，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１１０２６．４—１９９９　确定电气绝缘材料耐热性的导则　第４部分：老化烘箱　单室烘箱（ｉｄｔ

ＩＥＣ６０２１６４１：１９９０）

ＧＢ／Ｔ１１９９９—１９８９　塑料薄膜和薄片耐撕裂性试验方法　埃莱门多夫法（ｅｑｖＩＳＯ６３８３２：１９８３）

ＪＢ／Ｔ３２８２—１９９９　固体绝缘材料相对耐表面放电击穿性能试验方法（ｅｑｖＩＥＣ６０３４３：１９９１）

ＩＥＣ６０２６０：１９６８　非注入式恒定相对湿度试验箱

ＩＥＣ６１０７４：１９９１　用差示扫描量热法测定电气绝缘材料熔融热、熔点及结晶热、结晶温度的试验

方法

ＩＳＯ４５９１：１９９２　塑料　薄膜和薄板　以重量分析技术（重量分析厚度）测定试样的平均厚度和整

卷的平均厚度和量度

ＩＳＯ４５９２：１９９２　塑料　薄膜和薄板　长度和宽度的测定
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